
XPS（（（（ESCA）の基礎と最新技術紹介）の基礎と最新技術紹介）の基礎と最新技術紹介）の基礎と最新技術紹介

日時：日時：日時：日時： 2011/6/16（木）（木）（木）（木） 13:00～～～～14:30

場所：場所：場所：場所： 科科科科学分析支援センター学分析支援センター学分析支援センター学分析支援センター ３階会議室３階会議室３階会議室３階会議室

主催：主催：主催：主催： 科科科科学分析支援センター学分析支援センター学分析支援センター学分析支援センター

共共共共済：済：済：済： 株株株株式会社島津製作所式会社島津製作所式会社島津製作所式会社島津製作所

講師講師講師講師：：：： 株株株株式会社島津製作所式会社島津製作所式会社島津製作所式会社島津製作所

分分分分析計測事業部析計測事業部析計測事業部析計測事業部 KRATOS XPS課課課課 吉田能吉田能吉田能吉田能英英英英 氏氏氏氏

表面分表面分表面分表面分析は日析は日析は日析は日々技術進歩が進んでおり々技術進歩が進んでおり々技術進歩が進んでおり々技術進歩が進んでおり、研、研、研、研究を進究を進究を進究を進めるめるめるめるうえで非常に有効で欠うえで非常に有効で欠うえで非常に有効で欠うえで非常に有効で欠
かせないツールとなってきかせないツールとなってきかせないツールとなってきかせないツールとなってきています。ています。ています。ています。今回は、今回は、今回は、今回は、XPSXPSXPSXPS（（（（ESCAESCAESCAESCA）についての、原理、）についての、原理、）についての、原理、）についての、原理、

＊ セミナー資料の準備の都合上、事前の参加申し込みをお願いいたします。

かせないツールとなってきかせないツールとなってきかせないツールとなってきかせないツールとなってきています。ています。ています。ています。今回は、今回は、今回は、今回は、XPSXPSXPSXPS（（（（ESCAESCAESCAESCA）についての、原理、）についての、原理、）についての、原理、）についての、原理、
特長、装置構成、サンプリング法、データ処理と解析方法並特長、装置構成、サンプリング法、データ処理と解析方法並特長、装置構成、サンプリング法、データ処理と解析方法並特長、装置構成、サンプリング法、データ処理と解析方法並びに最びに最びに最びに最新のアプリ新のアプリ新のアプリ新のアプリ
ケーショケーショケーショケーションについて紹介します。ンについて紹介します。ンについて紹介します。ンについて紹介します。

最新型検出器最新型検出器 Delay Line DetectorDelay Line Detectorシステムシステム
100ch100ch以上以上のチャンネル数のチャンネル数
パルスカウンティング方式パルスカウンティング方式22次元検出器次元検出器 → → 一つの検出器でイメージングとスペク一つの検出器でイメージングとスペク
トロスコピー両方の測定が可能トロスコピー両方の測定が可能
スナップショットモード：スナップショットモード：16eV16eV以上の範囲を積算時間以上の範囲を積算時間>0.1s>0.1sでエネルギースでエネルギース
テップテップ<0.2eV<0.2eVのスペクトルを取得可能のスペクトルを取得可能
パルスカウンティングパラレルイメージンパルスカウンティングパラレルイメージング：グ：イイメージの空間分解能メージの空間分解能 <3 <3 µµµµµµµµmmをを
達成達成
イメージングのイメージングの取得時間取得時間>1s>1sで、で、256256××256256画素画素でイメージングを取得（高速イでイメージングを取得（高速イ
メージング）メージング）
イメージングデータからの定୤分析イメージングデータからの定୤分析
微小部スポット分析径微小部スポット分析径 <15 <15 µµµµµµµµmm
高速イメージングデータからマルチポイント分析・線分析・面分析が可能高速イメージングデータからマルチポイント分析・線分析・面分析が可能

高エネルギー分解能スペクトル測定高エネルギー分解能スペクトル測定
励起源：励起源：RowlandRowland径径500mm500mmのモノクロメータの採用のモノクロメータの採用 エネルギー分解能エネルギー分解能
<0.48eV Ag 3d<0.48eV Ag 3d5/25/2
ブロードなブロードなXX線සೝのञめ、高分子ಉ（ে৬౫厄அि）の線සೝのञめ、高分子ಉ（ে৬౫厄அि）のXX線のダメージが極めて線のダメージが極めて
少ない少ない

Ｘ線光電子分光分析装置Ｘ線光電子分光分析装置Ｘ線光電子分光分析装置Ｘ線光電子分光分析装置

AXIS Nova

少ない少ない
全自動帯電補正機構（低エネルギー電子による）全自動帯電補正機構（低エネルギー電子による）

PETPET測定データ：測定データ：--COOCOO基基 <0.68eV<0.68eV以下以下
クラスターイオン銃とクラスターイオン銃とArAr++イオンのフローティング型イオン銃がイオンのフローティング型イオン銃が同一のイオン銃同一のイオン銃で対応で対応

分析匱厒で両方のイオン銃を却用可能であるञめ、去厄の୎ଛಉの動单をষॎङ分析匱厒で両方のイオン銃を却用可能であるञめ、去厄の୎ଛಉの動单をষॎङ
深さ方向分析が可能。低加速エッチング（深さ方向分析が可能。低加速エッチング（<500V<500V）でのエッチングが可能で）でのエッチングが可能でありあり、、
去厄षのダメージをೄ匬さचるऒとが可能去厄षのダメージをೄ匬さचるऒとが可能
匚スペース৲उよल低コストのクラスターイオン（匚スペース৲उよल低コストのクラスターイオン（CC2424HH1212）を採用（）を採用（100mG 100mG 
定価定価1717万円：万円：<1000h<1000h）、クラスターイオン銃は特別オプション）、クラスターイオン銃は特別オプション

匱厒ৠめが正卾でල౐な去厄௴௄௺匱厒ৠめが正卾でල౐な去厄௴௄௺
全自動マॽピগレータと全自動去厄卦ఌ機構全自動マॽピগレータと全自動去厄卦ఌ機構
UPSUPSシステムがオプションシステムがオプションで࿌ൗ可能（分析஼チャンংー৔に࿌ൗ：去厄୎ଛなख）で࿌ൗ可能（分析஼チャンংー৔に࿌ൗ：去厄୎ଛなख）

問問問問い合わい合わい合わい合わせせせせ＆＆＆＆ セセセセミナミナミナミナー申込ー申込ー申込ー申込
科科科科学分析支援センタ学分析支援センタ学分析支援センタ学分析支援センターーーー ((((内内内内)))) ５１０２５１０２５１０２５１０２
藤原隆司（藤原隆司（藤原隆司（藤原隆司（fuji@chem.saitamafuji@chem.saitamafuji@chem.saitamafuji@chem.saitama----u.ac.jpu.ac.jpu.ac.jpu.ac.jp）、徳永）、徳永）、徳永）、徳永 誠（誠（誠（誠（toku@apc.saitamatoku@apc.saitamatoku@apc.saitamatoku@apc.saitama----u.ac.jpu.ac.jpu.ac.jpu.ac.jp））））


